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[bookmark: _Toc432489726]石英晶片外观质量检测系统
石英晶片在生产过程中由于机械，运输等原因会产生很多缺陷，比如裂纹，缺损等。这些次品如果做成晶振，则会直接影响晶振频率的精度。为了降低晶振次品率，我们开发了石英晶片质量检测系统。
该系统采用两套相机及光源，从正反两方面对晶片表面缺陷进行检测，独特的打光方式和拍摄角度保证了系统对晶片的全方位，无死角的检测。
    该系统设计精巧，安装简便，可以安装在晶片生产线上，直接对晶片进行检测，无需对生产线进行额外改造。当发现有缺陷的晶片时，实时报警，并利用压缩空气将缺陷晶片剔除。
◆系统功能及指标：
1.应用范围：晶片，玻璃片，镜片等；
2.检测对象：白色晶片，透明晶片；
3.检测缺陷：破边，裂痕，划痕，污损，尺寸大小不一致；　　　　
4.检测幅宽（直径）：30mm；
5.最高检测速度：120个/分；
6.最高分辨率：5um；
7.检测结果：　a.报警指示灯闪烁；  b.剔除缺陷晶片；   c.存储缺陷图像。

圆片缺陷图例：
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